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Induzida por Feixe de Íons (IBIEC) em substratos de Silício (001) utilizando a Difração Múltipla 
de Raios-X (XRMD). Esta técnica possui um grande potencial na caracterização estrutural de 
alta resolução e torna possível obter informação tridimensional sobre a rede cristalina 
analisada, não disponível por outras técnicas. Além disso, o caso especial da difração múltipla, 
denominado de difração Bragg-Superfície (BSD), assim como o seu mapeamento (MBSD), 
foram fundamentais neste projeto para a análise das regiões que apresentam as fases 
cristalinas dos compostos Fe-Si, logo abaixo da superfície das amostras após o processo 
IBIEC. 
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